NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM . E““IS&“SG

Xenemetrix
GENIUS IF SDD/LE

Spektrometr EDXRF ze wzbudzeniem wtérnym

Zoptymalizowany do » Nieniszczaca analiza pierwiastkéw od Na(11) do Fm(100) w

pomiaru pierwiastkow zakresie sub ppm-100% z mozliwoscia rozszerzenia zakresu.

lekkich od Na do Fm > Unikalna geometria lampy i detektora tgczy mozliwo$é uzycia

o$miu filtrow zwyktych i osmiu anod wtdérnych, co zapewnia

doskonatg rozdzielczo$¢ i selektywnos¢ pomiaréw zaréwno
Detektor SDD o

pierwiastkow gtéwnych jak i sladowych.
rozdzielczosci 125 eV

» Detektory SDD oraz SDD LE dla aplikacji wymagajacych
wysokich ilosci zliczen oraz rozdzielczosci widmowej 125 eV

A ) w zakresie pierwiastkéw o niskich liczbach atomowych.
Analizy jakosciowe i

iloéciowe od Dostepny réwniez w wersji z okienkiem polimerowym
sub-ppm do 100% zoptymalizowanym do analiz pierwiastkéw lekkich poczynajac
od wegla (C—-6).
» Podajnik prébek na 8/16 pozycji i spinner probek (w wersji 8
Spektrometr biurkowy pozycyjnego samplera).
7e b= » Zaawansowane oprogramowanie analityczne pozwalajace na
wtérnym

analize bezwzorcowg SLFP oraz metody mieszane.
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GENIUS IF

To spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersjg energii z unikalng geometrig
lampy i detektora umozliwiajgcg zastosowanie zarowno filtréw ze wzbudzeniem
pierwotnym, jak i tarcz anod wtérnych. Zapewnia wysokowydajng, szybka, nieniszczaca
analize pierwiastkowg sktadu badanej prébki w zakresie sub-ppm do 100%.

Ekonomiczny i kompaktowy

Jest to jedyny na rynku spektrometr z anodami wtérnego wzbudzenia w wersji
kompaktowej mieszczacej sie na biurku. Umozliwia to wygodne umieszczenie sprzetu na
stole laboratoryjnym a zintegrowany komputer klasy PC dodatkowo oszczedza przestrzen
i ilos¢ wymaganego osprzetu.

Detektor SDD Detektor SDD-LE

Zapewnia wysokie wartosci zliczen oraz Opcjonalna wersja detektora z super
rozdzielczos¢ widmowg do 125 eV. Dzieki cienkim okienkiem polimerowym
czemu reakcja detektora jest szybka, a odczyt przeznaczona do analiz pierwiastkéw
dokfadny, szczegdlnie w zakresie pierwiastkow lekkich rozszerzajaca funkcjonalnos¢
o niskiej liczbie atomowej. Analizy od sodu do pomiaréw zaczynajgc od wegla
(Na) do fermu (Fm) w wersji SDD. (@)

Lampa rentgenowska 50kV 50W z anoda umieszczong z przodu pozwala na

maksymalne skrdécenie $ciezki wigzki, a tym samym na zminimalizowanie zaktécen i
poprawe czutosci i jakosci pomiaréow.

Wersja Robust T .

w wers;ji wzmochnionej Robust R U b us t ‘*&Z’ | D esl g n
spektrometry firmy Xenemetrix moga
by¢ uzywane w mobilnych laboratoriach.
Obudowa Robust spetnia militarne
wymagania okreslone przez norme
MIL 810E dotyczacg  wytrzymatosci

urzadzenia na wstrzasy przy pracy w

trudnych warunkach.
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Porownanie analiz z uzyciem zwyktej anody z filtrami i anod wtérnych

Genius IF posiada unikatowy ukfad optyczny taczacy
mozliwo$¢ wykorzystania o$miu filtréw w trybie
wzbudzenia bezposredniego i o$miu tarcz anod do
wzbudzenia wtérnego, pozwalajgcych na dobédr
odpowiedniej energii wzbudzenia i optymalizacje
warunkéw wzbudzenia dla wszystkich pierwiastkdw
wykrywanych metodg EDXRF.

Technologia secondary target dotychczas stosowana

byta wytacznie w drogich urzgdzeniach laboratoryjnych o

Xenemetrix

duzych gabarytach, podczas gdy Genius IF jest ekonomiczng wersjg spektrometru ze

wzbudzeniem wtérnym w niewielkiej, zwartej obudowie umozliwiajgcej zastosowanie go

nawet w mobilnych laboratoriach (w wersji Robust).

VES = 262144

Poréwnanie widm otrzymanych przy pomiarze wykonanym tradycyjnie (czerwone piki)

oraz z wykorzystaniem anod wtdérnych (czarny kontur)

WAG™ (Wide Angle Geometry) to opatentowany przez firme Xenemetrix system

wykorzystania anod wtérnych (secondary target anodes) zapewnia optymalne warunki

analizy dla pierwiastkéw gtéwnych oraz sladowych.

Wigzka rentgenowska wzbudza charakterystyczne linie K dla materiatu anody wtdrnej (czysty

metal), ktére wykorzystywane sg potem do wzbudzenia pierwiastkow w prébce wigzka

monochromatyczng. Zastosowanie tej techniki umozliwia znaczgce obnizenie limitéw

detekcji dla poszczegdlnych pierwiastkow, bez koniecznosci zmiany lampy rentgenowskie;.
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Specyfikacja techniczna GENIUS IF SDD/LE

Wersja SDD Wersja SDD LE

Zakres pierwiastkowy

Na (11) — Fm(100) C(6) — Fm(100)

Zakres pomiarowy

sub ppm —100%

Lampa rentgenowska

Lampa z anodg Rh lub Mo / Ag /W / Pd

Tarcze wzbudzenia wtérnego

Si, Ti, Fe, Zn, Ge, Zr, Mo oraz Sn

Parametry lampy

50 kv, 50W

Rodzaj wzbudzenia

bezposrednie z uzyciem filtréw i wtdérne z uzyciem filtréw odbiciowych

Stabilnos¢ 0.1 % w temperaturze pokojowej
Detektor Detektor SDD (Silicon Drift Detector) / SUPER SDD
Rozdzielczosé 125eV + 5eV
Okno Be Be/polimerowe do pierwiastkow lekkich

Autosampler

podajnik na 8 / 16 pozycji z opcjonalnym spinnerem (dla wersji 8 pozycji)

Atmosfera robocza

Powietrze/préznia/hel

Filtry

8 filtréw wybieranych przez uzytkownika

Zasilanie

115VAC/60 Hz lub 230 VAC/50Hz

Przetwarzanie sygnatu

analizator wielokanatowy high-speed

Wymiary

55 x 55 x 32 cm (rozpakowany), 80 x 80 x 65 (w opakowaniu)

Waga

50 kg (netto), 90 kg (brutto)

Wymiary komory

22x22x5cm

Komputer

Komputer zintegrowany z analizatorem

Oprogramowanie

oprogramowanie analityczne Analityx bazujgce na Windows + podstawowe
oprogramowanie FP

Funkcje kontrolne

automatyczna kontrola wzbudzenia, procesu detekcji, wyboru préby i przetwarzania
danych

Przetwarzanie widma

automatyczne usuwanie dodatkowych pikéw i zaktécen tta, automatyczna
dekonwolucja pikéw, statystyki graficzne

Algorytmy analizy iloSciowe;j

regresja wielopierwiastkowa z systemem korekcji miedzypierwiastkowej (dostepne
6 modeli), metody brutto, netto, dopasowania i cyfrowej intensywnosci filtrow

Raportowanie

wzor wydruku edytowalny przez uzytkownika

Wyposazenie opcjonalne

sampler 16-pozycyjny, spinner probek,
profesjonalne oprogramowanie FP,
wzmochiona obudowa Robust, detektor LE

Dystrybutor firma EnviSense posiada zezwolenie Paristwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie dziatalnosci, o ktérej
mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe Nr D-18077 z dn. 02-03-2012 z aneksem z dnia 28-03-2014.

q
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Limity detekcji dla wybranych pierwiastkdw przy uzyciu wzbudzenia wtérnego

Pierwiastek LOD (ppm) 600 s
Na 24
Mg 2

Si 2
Al 5
P 15
S 0.7
cl 2.1
K 04
Ca 0.3
Vv 0.1
Mn 0.06
Fe 0.05
Co 0.07
Ni 0.05
Cu 0.05
Zn 0.04
As 0.04
Se 0.03
Mo 0.09
Ag 0.09
cd 0.1
Sn 0.3
Sb 04
Ba 2.0
Hg 0.07

Targets

q
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Zastosowania:

Petrochemia, paliwa - S w olejach i

paliwach, Pb w benzynie, Ni i V w ropie
naftowej, S w koksie lub weglu, Mg, P, S, Ca,
Ba, Zn, Mo w olejach smarowniczych.

Przemyst cementowy - zgodnie z
metodg  ASTM  C-114; analiza
zawartosci Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca, Fe w
cemencie i klinkierze.

Przemyst wydobywczy, geologia -
rudy metali (Fe, Ag, Cu, Ta i inne),
wydobycie boksytéw, pierwiastki ziem
rzadkich

Szkto i ceramika - produkcja i

analizy archeologiczne

Przemyst metalurgiczny - analiza skfadu stopdw stali, stopy specjalne, metali
kolorowych, aluminium, analiza domieszek, badania roztwordw galwanizerskich itp.
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Zastosowania cd...

Prace badawcze - chemia, fizyka,
geologia, inzynieria  materiatowa,

analiza sladowa

Kryminalistyka - identyfikacja $ladéw znalezionych na szkle, stali, pozostatosci po
wystrzatach i materiatach wybuchowych, analiza odczynnikdw chemicznych uzywanych do
produkcji narkotykdéw.

Przemyst spoiywczy - zawarto$é

metali ciezkich w zywnosci i dodatkach
paszowych.

Ochrona S$rodowiska - analiza
probek gleb, roslin i wody na
zawarto$¢ metali ciezkich

Kosmetyka i farmaceutyka -
identyfikacja sktadnikéw aktywnych.

g v

[
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)
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Xenemeltrix

The Power to Change Energy Into Information

Oprogramowanie Analytix (na bazie modutu nEXT)

Program nEXt jest kompatybilny z systemem Windows. Umozliwia w
prosty sposdb prowadzenie szybkich analiz jakosciowych i ilosciowych.

Cechy: automatyczna kontrola uktadu wzbudzenia i detekcji, zbierania i

magazynowania danych.

. . o Pakiet nEXt™
Analiza jakosciowa bazujgca na potozeniu

linii energetycznych KLM, oznaczanie . zarzadzanie praca spektrometru
potozenia pikdw sumarycznych i pikow

ucieczki. Rzne mozliwosci prezentacji ~ definiowanie procedur pomiarowych
wykreséw w skali logarytmicznej, liniowej, R tworzenie i modyfikacjia metod

unipolarnej, bipolarnej. Automatyczna

omiarowych itp.
identyfikacja pikow. R L :

Xesrvone| | Xew,
ket 1 EasylLauncher }m Modut EasyLauncher™

i Xenemetrix o
pmatrix Xerneriomoteix Narunemetrix anu-rmmmrixx"r ° iatwy d Oste p d O m Od ul’(’)W Ste ruj acych
;vmntr/x;m| x’an-mmrh Xappnaovetcic X‘nnwnnmwrixxm. i a n a I ityCZ nyc h

Brmatnix Xononomatrix Xanonamalrlx Xonenemetrix

== =111 ot ®  upgrade oprogramowania

pninérix

m =1 m- < ®  zdalny kontakt z centrum serwisowym
1 v

- .’xx"r prOd ucenta

ad

X
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%
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L
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KIM eV eV Intens. bja  Oxide Meas Pure elem.  Ref  Rel. line =)

Elm line  Low High Method  Ratio Label Units file name et of interest
1 Mo Ka < 16930 17804 D.Filer = 0.20 Mo % o o |
2K Ke - 3091 3476 DFiter - 020 K % " m
N7o Ka lwnr (MI (0Ake SIA 70 % oy J'I |
‘ »
¥ AutoAdd oK Cancel | 1) | Spectra | Calc.coet | Save | Prim | ‘

L L

[ VFS = 65536
Foublelp, press F1
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Oprogramowanie

Dwa tryby pracy:

o tryb uzytkownika do wykonywania pomiaréw wg zapisanych procedur

o tryb administratora do diagnostyki, modyfikacji i tworzenia nowych procedur
pomiarowych (mozliwos¢ tworzenia list zadan dla ztozonych procedur)

User Name IUser

1

Password

Initialization mode

Copyright: Xenemetrix 2008

Full Initialization -
Mode
|Superuser mode Ll

Superuser

NEXT>>

<< BACK

Partial init ‘

Obrabianie widm:

® Nakfadanie, skalowanie i poréwnywanie widm

. ; . ) =Bl B® wl = w22
® Dodawanie i odejmowanie widm ] | wiare 2 sl el 2] s
< ||t wam) w8>( > «l| <[] |12

® Matematyczna obrébka
® |dentyfikacja pikéw

® Automatyczne usuwanie pikéw ucieczki

® Korekcja tta

® Rozdzielanie pikow

® Statystyka graficzna

VFS = 131072

Batch tep 5 from 7
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Oprogramowanie

Analiza iloSciowa

e metody empiryczne i potempiryczne poréwnujgce probki do wzorcéw (krzywe
kalibracyjne)

e algorytmy analizy bezwzorcowej SLFP (StandardLess Fundamental Paramaters) dla
probek z matrycg zawierajgca pierwiastki lekkie, stopy metali, tlenki,

e metody faczone

e tryb,best match” wyszukujgcy najlepiej dopasowane widma z zapisanej bazy

# | LUX-Simbo SnT o] ® )

Procedure | Acquistion Parameters | Elements of interest | Standards | Calculate coefficients | Reports | Criterion | Gaussian Fit Optimizer |

Name of the procedure ‘

[LUX-Smbo SnT ~|
Name of the procedue's parameters | Algorytmy obliczeniowe
[ Smbo RS ]
m ¥ Remove Escape Peak * Regresja  wielopierwiastkowa i korekcje
e [ Calculate peaks postion . . . . s , -
Al i kg adi I miedzypierwiastkowe intensywnosci i stezenia
Use Delta coefficients .
:: AM‘:;:Q I Use Stoich. comection (7 mOdell)
C s ™ Use Global Background . . q 0 g
- R:. = Noanthen b catimet ity * Obliczanie pola powierzchni piku netto, brutto,
P Ioa [Fo Backround A ;l dopasowanie do wzorca (FP), filtry cyfrowe itp.
from |22240 to [28240
Regression method [3)Ci=AD+ Sum (A4°) _] . 1
|
|
v AutoAdd OK | Cancel I f(x) ‘ Spectra Calc. cnel] Save | Print ‘
e -—
Bazy danych o ———— |
Baza danych widm, procedur i skryptéw
) o e e
w formacie MS Access < [ o= o ol [Paafa o
e e e S A
Dopasowywanie nowych widm do widm “.
z bazy | o e
[N e o o [ P oo e [ e o
//? ; (I:ZlleEh:‘ai;E‘;u 3|;E|ﬁ\g;h Déf}hodv nF\E:J;m [I?:::I El;nns l:‘Ille nalm': EF;!EI' é?ltr'\t:rr:(:
Xenemeltrix — ' | 2

¥ AutoAdd 1l | Specia | Cale. coef|  Print <Back | New> | Cocdl | Hep |

—_— —— —_—

The Power to Change Energy Into Information
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Oprogramowanie

Batch El=fe]

Printin background
I™ Loap batch until stopped by user Batch lgamp\es :J L] Rasultsg I” Spectra

Definiowanie procedur i zfozonych ¥ Overwte stsisicresuts SR [Prntformet|

Date / Time report format
Show fields Nng—‘ﬂ JD\kUramt’\DSW\ Browse;

, 2 o q
skryptéw np. do optymalizacji analiz it betchneme
‘ Browse| Add
Description I - il Femove
<l r

# Staion | Sample/Spectum Procedwe | SaveSpecha | Save Statistc Type  [umbersteg Step si |

sample ClK_Ca Unknown 0 0 All stations to 0
Unknown 0 0 -
Unknown D ] &]
Unknown 0 i} Clear

Insert

RUN

Ok
| T Cancel
Ra porty I~ Save data for ROI Starthatch from line # |1 = I Auto changs station

Sladowych zawartosci pierwiastkéw w
probce

11

2|2 sample2 CLK Ca
3|3 sample3 CLK _Ca
44 sampled CLK Ca

XK
XX XE

* Prezentacja wynikow w formie
raportow liczbowych i graficznych

* Raporty generowane w formacie
definiowanym przez uzytkownika

*  Mozliwos$¢ ustalania limitow dla testow
typu spetnia / nie spetnia

*  Mozliwos¢ eksportu wszystkich
parametréw do programéw MS Word i
MS Excel

* Oprogramowanie niezwykle
elastyczne. Modyfikowane na potrzeby
procedur mogg by¢ praktycznie
wszystkie parametry analiz i sprzetu.

Program Advanced Fundamental Parameters (opcja)

* Kompletna analiza XRF bezwzorcowa, z uzyciem wewnetrznej zaawansowanej bazy
danych parametréw fundamentalnych (FP) uwzgledniajgca m.in.: wspoétczynniki
absorpcji dla poszczegdlnych pierwiastkow, wydajnosc¢ fluorescencyjng,
prawdopodobienstwa przejs¢ itd., mozliwo$¢ modelowania zachowania detektora i
zrédta promieniowania i wiele innych mozliwosci.
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